16.2.76

112{!‘ 3 4 ! P,- 56,878

RCA 66,521

ime Ch HOSK

SR

i
h \
%ﬂ;—m-«—*.*—n» -

MEMORIA DESCRIPTIVA
: i

para solicitar PATENTE DE INVENCION por VEINTL aios

U T NN S SR A
entidad nor&bﬁgenmcgngr LT e

establecidé en 30 Rockefeller Plaza, Nueva York, N.Y.
10020, Estados Unidos de América.

por: "PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDG:S LN CI RCUITOSB
PERCEPTORES DE LA DURACION DE SERALES DE EN-
TRADAM



10

15

20

25
9-4-74.,

La presente invencién se refiere a medios
numéricos para percibir o detectar la duracién de unas
sefiales de entrada.,

Las sefiales de entrada contienen a menudo
una informacidn errénea, no deseable o no utilizable,
que debe ser filtrada. Por ejemplo, las sefiales genera-
das inmediatamente a continuacidn del cierre de umos
interruptores mecdnicos, o las sefiales generadas en un
ambiente de gran abundancia de perturbaciones elécvtricas,
suelen tener uma caracteristica ridpida e irregularmente
camblante, tal que el estado o el valor real y efectivo
de las seilales resulta indeterminado. En la mayeria de
los sistemas es conveniente y/o necesario que estas se-
fiales transitorias sean separadas por filtracidr [Iil-
tradas). Existen otras aplicaciones y circunstancics en
las que se producen seflales erréness. Es tipico, como
ejemplo, el que se encuentra en los sistemas para detec
tar si hay un ocupante sentado en un asiento de un vehi
culo automdvil., Una persona sentada en un asiento de
automévil bobtard a menudo, levanténdose del asiento en
el transcurso de un recorrido por una carretera desi-
gual o llena de baches. Durante el tiempo en que la per
sona estd fuera o separada del asiento, se produce una
seflal indicativa de que el asiento no estd ocupado. Es-

ta sefal de entrada es falsa, y debe filtrarse antes de
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ser llevada a un dispositivo de alarma u otro dispositi-
vo de control. Como es obvio, existen numerosas apli-
caciones en las cuales la duracidén de una sefial de en-
trada ha de ser mayor de cierto valor minimo dado, an-
tes de ser tratada como sefial valida.

En los circuitos realigzados conforme a la inven-
cibén, la seflal de entrada es muestreada repetitivamen-
te por métodos numéricos, para determinar su duracidn.
Si la duracidén de la sefial es mds breve que la separa-
cién T entre impulsos de muestreo, la seial es trata-
da como perburbacidén o "ruido", y filtrada. 5i la dura-
cién Ts de la sefial es mayor que T, se deja pasar la se-
flal a través del circuito. Es rasgo caracteristico de la
invencibn que el valor de la seflal de entrada durante un
determinado tiempo de muestreo se compare de manera efec-
tiva con el valor de la sefial de entrada durante un tiem=-
po de muestreo sucesivo, para determinar si la duracibn
de la sefial de entrada es menor o mayor gue T,

Tos cireultos realizados con arreglo a la inven-—
¢idn incluyen un primer paso destinado a recibir seia-
les de entrada, y que en respuesta a una seilal de interro-
gacidn o muestreo produce y almacena en su salida una
sefial indicativa del nivel de la seiial de entrada. A
la galida del primer paso estéd acoplado por su en—

trada un segundo paso que, en respuesta a un impulso
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de de¢splazamiento, que aparece un tiempo T después de
dicho impulso de muestreo, el segundo paso produce ¥y
almacena en su salida una sefial correspondiente a la gue
hay en la salida del primer paso. la salida del segundo
paso estd acoplada al primer paso, para impedir que una
sefial de entrada cuya duracidn sea menor que T altere
la senal almacenada en la salida del primer paso.

En los dibujos adjuntos:

- la figura 1 es un esquema de principio
de un circuito realizado con arreglo a la invenciodn;

- la figura 2 es un &iagrama que ilustra
los perfiles de onda de los impulsos de "reloj" 7 los
de muestreo y desplazamiento asoclados a la fig. ‘i3 ¥

- la figura 7 es un diagrama que ilustra
los perfiles de onda de unas seflales tipicas de =nbtrada
que puedenraplicarse a la entrada de la fig. 1, asi co-
mo los correspondientes perfiles de onda del circuito.

En la circuiteria representada en la fig.
1 se hace uso de diversas combinaciones de puertas 1oégi
cas, disyuntivas con inversién (NI) y de coincidencia
con inversién (WOY), para llevar a cabo funciones légi-
cas y de almécenaje. Lstas puertas se indican solamente
a titulo de ejemplo, pudiendo usarse en lugar de ellas
otras puertas ldégicas cualesquiera, capaces de desempe

flar las mismas funciones loégicas u otras equivalentes.
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. En el andlisis que sigue resultari conve-
niente estudiar el funcionamiento recurriendo a2 expre-
siones de algebra de Boole. Los supuestos convenciona-
les arbitrariamente adoptados son los de que el poten~
cial eléctrico (voltaje) més positivo utilizado en el
sistema representa el digito binario "1", también deng
ninado nivel "alto", y el potencial eléctrico menos po-
sitivo representa el digito binario "0", también denomi
nado nivel "bajo". Para simplificar aln mds la explica-
cibén del funcionamiento del circuito se dird a veces que
a un circuito se le aplica (o de un circuito se ubtiene)
wm "1" (nivel "alto") o un "O" (nivel "bajo"), er lugar
de decir que se aplica o se obtiene una bensidén eléctri
ca indicativa de wm "1" o w "O".

El circuito de la fig., 1 incluye wn primer
paso (paso 1) para muestrear y almacenar sefiales de en-
trada (E) y un segundo paso (paso 2) para almacenar la
salida (X, X) del primer paso. Cada paso incluye unos
medios de accidn de puerta (medios de franqueo de paso)
que controlan el pasc y el almacenaje de informacidn en
un circuito biestable (FF-1, FF-2). Los medios de fran-
queo de paso (las puertas 25, 26, 27, 28 ¥ 29) del pri-
mer paso estdn controlados por una realimentaciln (Y e
Y) derivada de la salida del segundo paso, por un impul

so de muestreo designado Q y por una seiflal de desacoplo

- _5_
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de filtro desipgnada S. Los medios de franqueo de paso
del segundo paso (las puertas 32, 33, 34 y 35) estén
controlados por un impulso de desplazamiento designado
P y por la seial S. El circuito incluye también un gene
rador de seiales de "reloj" 19 y la circuiteria para
producir el impulso Q de muestreo y el impulso P de des
plazamiento.

51 generador de seflal de reloj 19 puede
ser cualquiera de enlbre cierto ntmero de medios genera-
dores de seilal de reloj ya conocidos, capaces de produ-
cir seflales periddiczmente repetitivas. A los fines de
la ilustracidén, supdngase que la salida del genevrador
de sefial de reloj sea el pverfil de onda designado como
CL en la figura 2. La salida del generador de reloj 19
se aplica a una entrada’del inversor 20 y a wna Jde las
entradas de una puerta NOY 21 de dos entradas. Im sali-
da del inversor 20 se aplica a la segunda entrada de la
puerta NOY 21.

El inversor 20 y la puerta NOY 21 consti-
tuyen un detector de borde positivo de impulso. Al ha-
cerse positiva la sefilal de reloj, las dos entradas de
la puerta NOY 21 son positivas durante un breve interva
lo de tiempo. fsto es, la entrada de la puerta NOY 21
directamente conectada al generador de sefial de relo]

se hace positiva inmediatamente (al hacerse positiva la
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sefial de reloj), en tanto que la otra entrada de la
puer%a 21 permanece positiva hasta que el inversor 20
descarga su salida al nivel bajo de tensidén. Durante el
tiempo en que sus dos entradas estidn a nivel alto, la
puerta NOY 21 produce en su salida un impulso de senti-
do negativo que es luego invertido por el inversor 22,
dando el impulso de desplazamiento "P", asi designado
en la fig. 2. E1l impulso "P" se aplica a una de las en-
tradas de las puertas NI 32 y 33 de dos entradas, al in
versor 23 y a una de las entradas de la puerta NI 24 de
dos entradas. La sallda del inversor 23 va conecvada a
la otra entrada de la puerta 24.

El inversor 25 y la puerta NI 24 constitu
yen un detector de borde negativo. Al hacerse negativo
el impulsc "P", las dos entradas de la puerta NI 24 son
negativas durante un breve intervalo de tiempo. La‘en—
trada de la puerta NI 24 directamente conectada al im-
pulso "P" se hace negativa inmediatamente (al hacerse
negativo el impulso "P"), en tanto que la otra entrada
de la puerta 24 no se hace positiva hasta que el inver-
sor 2% carga su salida a un nivel suficientemente alto.
Asi, tras cada borde negativo del impulso "P" se produ-
ce un estrecho ilmpulso positivo de muestreo, designado
por la letra Q e indicado en la fig. 2.

E1l impulso de muestreo Q se aplica a una

-7 -



de las entradas de unas puertas NI 26 y 27 de tres entra
das. Otra entrada a cada una de las puertas NI 26 y 27
es la sefial designada "S", producida por el elemento 17
de control de alimentacidn directa. ILa tercera entrada
5 de la puerta 26 es la salida ¥ procedente de la puerta
37, ¥ la tercera entrada de la puerta 27 es la salida Y
que viene de la puerta 36. Ia salida de la puerts 26 v
la sefial de entrada (E) se aplican a las dos entradas
de la puerta NI 28. Ia salida de la puerta 28 se aplica
10 a una de las entradas (de reposicién) de una puerta NI
30 de dos entradas. la sazlida derla puerta 27 y el com
plemento de la sefial de entrada (E) derivado de la sa-
lida del inversor 25 se aplican a las dos entradas de
la puerta NI 29, La salida de la puerta 29 se aplica a
15 una de las entradas (de activacidén) de 1la puerta>NI 31,
Las puertas NI 30 y 31 estin ccnecbadas
en acoplamiento cruzado formando un circulito biestable
de activacion-reposicidén (FF-1). Esto es, la salida X
de la puerta 30 se realimenta a la otra entrzda de la
20 puerta %1, y la salida X de la puérta 31 se realimenta
a la otra entrada de la puerta 30.
Las dos entradas que van a las puertas
NI 32 y 33 son las seflales P y S. Las dos entradas que
van a la puerta NI 34 son la salida de la puerta 32 y
25 la sefial X que viene de la puerta 30, y las dos entra-

9=ttt
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das que van a la puerta NI 35 son la salida de la puerta
3% v la sefial X que viene de la puerta 31. Ia salida de
la puerta 34 va conectada a una de las entradas (de re-
posicidn) de la puerta NI 36, y la salida de la puerta
35 va conectada a una de las entradas (activacidén) de
la puerta NI 37. Las puertas 36 y 37 estén conectadas
en acoplamiento cruzado formando un circuito biestable
(FP-2) de activacidén~-reposicién. Ia salida Y de la puer
ta 36 se realimenta a la otra entrada de la puerta 37,
¥y la salida Y e la puerta 37 se realimenta a la obra
entrada de la puerta 36.

Las puertas 41 y 42 estéan dibujadas con
lineas de trazo interrumpido para indicar que su empleo
es discrecional. Si se usa la puerta 41, a sus dos en-
tradas se aplican la sefial de entrada (E) y la sefial X,
¥ su salida va conectada a una de las entradas de la
puerta NI 30. Si se usa la puerta 42, se aplican las se
fAales ﬁ vy X a sus dos entradas, y su salida se aplica
a una de las entradas de la puerta NI 31. En el caso
de que la entrada (E) esté a nivel bajo y de que el bies
table FF-1 e active debido a una perturbacién extrafia,
de modo tal que X esté a nivel alto y X esté a nivel ba
Jo, la salida de la puerta 441 pasa a nivel alto, obli-
gando a X a volver al nivel bajo. Lsto da la seguridad

de que toda condicién de fallo serd eliminada. Ello pro

-9 -
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porciona sl sistema un mejor filtraje, en un ambiente
de gran perturbacidn.

En el caso de que la entrada (E) esté a
nivel alto y FF-1 seé activado por un "ruido" o pertur
bacién, de modo tal que X esté a nivel bajo y X a ni-
vel alto, la salida de la puerta 42 pasa al nivel alto
obligando a X a volver al nivel alto. Como antes, esto
da la seguridad de que toda condiciodn de fallo serd eli
minada. En el estudio que sigue se supondra que las
puertas 41 y 42 no estédn en el circuito.

El circuito puede hacerse funcionar en el
modo de muestreo cuando S estd a nivel bajo (estid "ba-
ja"), o bien en el modo de alimentacidn directa cuando
S estid a nivel alto (estd "alta"). Por ser el modo de
muestreo la modalidad principal o primaria de funciona-
miento, se esbudiaréd en primer lugar.

Modo de muestreo

IEn el modo de muestreo, el impulso S pro
ducido por el mando o control 17 de alimentacidn direc—
ta se mantiene a nivel bajo. Al pasar el impulso @ al-’
nivel alto, se muestrea la seifal de entrada, y la infoxr
macidn indicativa del nivel (alto o bajo) de la seiial
de entrada es transferida al biesbable IFF-1, gque se ac—
tiva. Cuando Q estd al nivel alto, las salidas de las

puertas 26 y 27 estén a nivel bajo. Durante este inter-

- 10 -



10

15

20

25
9-4-74,

valo-de tiempo, Y e ¥ no producen efecto alguno en el
circuito de franqueo de paso, ¥y no importa cuil se es-
tas sefiales Y e Y esté al nivel alto ¥ cudl al nivel
bajo. Ahora se demostrard que cuando Q estd a nivel al-
to, una sefial de entrada (E) a nivel alto hard que X pa
se al nivel alto (y ¥ al nivel bajo); ¥y una sefial de en
trada (E) de nivel bajo hard que X pase al nivel bajo
(v ¥ al nivel alto).

Siempre que Q esté a nivel alto, las sall
das de las puertas 26 y 27 estardn a nivel bajo y, por
lo tanto, las puertas 28 y 29 tendrdn (cada una) vna de
sus entradas a nivel bajo. La seflal E de nivel aito
aplicada a la otra entrada de la puerta 28 hace que la
salida de la puerta 28 pase al nivel bajo. Al mismo
tiempo, la sefial E de nivel alto es invertida por la
puerta 25, dando una entrada de nivel bajo para la puer
ta NI 29. La puerta NI 29, por tener aplicados dos ni-
veles bajos en sus dos enbradas, da una salida de nivel
alto que se aplica a la puerta NI 31, que hace que X Pa
se al nivel bajo. Como las dos entradas de la puerta NI
30 estén a nivel bajo, X pasa al nivel alto. Por lo tan
to, durante un intervalo de muestreo (cuando Q esta a
nivel alto), una sefial de entrada de nivel alto hace
que el biestable FF-1 se ponga o active a X "alta" y X

"baja".

-1 -



10

15

20

25
9-tim7lk,

Cuando Q estd a nivel alto y E estid a ni-
vel bajo, se aplicap dos entradas de nivel bajo a la
puerta 28, haciendo que su salida pase al nivel alto.
Al mismo ‘tiempo, la seflal E de nivel bajo es invertida
por el inversor 25, dendo un nivel alto en una de las
dos entradas de la puerta 29, Ia salida de la puerta
29, por lo tanto, pasa al nivel bajo. La salida "albta"
de la puerta 28, aplicada a la entrada de reposicion de
la puerta 30, hace que X pase al nivel bajo. Como conse
cuencia, las dos emtradas de la puerta NI %1 estén en-
tonces "bajas", haciendo que X pése al nivel altu. Por
lo tanto, durante un intervalo de muestreo (cuandc Q
estd "alta"), una sefal de entrada de nivel bajo hace
gque X se active al nivel bajo ¥y i se active al riwvel
alto.

Como se apreciaré, el uso de dos trayec-
tos de circuito (uno de los cuales comprende las puer-
tas 26, 28 mientras el otro comprende las puertas 27,
29) para activar y reponer el biestable FF-1, y el em-
pleo del inversor 25 para generar el complemento E,
proporcionan un control de encaminamiento tal que una
de 'las dos entradas del biestable estd siempre activa-
da positivamente. Esto es, se aplicarid una entrada de
nivel alto a la puerta 371, haciendo que X pase al ni-

vel bajo ¥y X al nivel alto cuando E esté "alta", y se

- 12 -
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aplicard una entrada de nivel alto a la entrada de la
puerta 30, haciendo que X pase al nivel bajo y X al ni-
vel alto cuando E sea "baja". Asi, por medio del inver-
sor 25 de encaminamiento, el biestable de activacidn-re-
posicibén compuesto de las puertas NI 30 y 31 se activa
siempre positivamente.

La respuesta del biestable FF-1 a la sefial de
entrada K, para una sefial Q de nivel alto, se Tesume
en la tabla 1 més adelante.

Tas seiiales X ¥ X presentes en la salida

del biestable FF-l son transferidas y almacenadas en 91
biestable FF-2 de activacidén-reposicidén al aplicarse un
imrulso P de desplazamiento a las puertas NI 32 y 33.
£l impulso P, como se indica en la fig. 3, aparece apro-
wimadamente un tiempo T después de aparecer el impulso
Q. il impulso P de sentido positivo se aplica a una de
las dos entradas de las puertas NI 32 y %5%. Cuando el
circuito esthd en su modo de muestreo y S es igual a O, el
nivel alto de P hace que las salidas de las puertas
NI 32 y 3% pasen al nivel bajo. Por lo tanto, cuando F
esté Ealté", una de las dos entradas de la puerta NI %4
estd "baja", mientras su otra entrada es la serial X. 3Si-
multaneamente, una de las dos entradas de la puerta NI
35 estd a nivel bajo, mientras su ofra entrada es la se-

fal ¥. Cuando X estd a nivel bajo, la salida de la puer-



ta NI 34 estd "alta" y la salida de la puerta NI 35 es-
t4 "baja". Esto activa la salida Y-del biestable FF-2 al
nivel bajo, y la salida ¥ al nivel alto. Para la condi-
cién en que X estd "alta" y ¥ estd "baja", la salida de
5 la puerta NI 34 estd "baja" y la salida de la puerta NI
35 estd "alta". Esto activa la salida Y al nivel alto y
la salida Y al nivel bajo. Cuando X estad "baja® vy X estéd
"alta", Y vasa al nivel bajo e Y al nivel alto. La sali-
da Y se realimenta a la emtrada 271 de la puerta 27, ¥y
10 la salida Y se realimenta a la entrada 261 de la puerta
26. ista realimentacién de Y e Y impide que toda setial de
entrala cuya duracidén sea menor que T se almacene perma-
nentemente en el biestable FF-1 y pase por el filtro.
Hasta aqui se ha demostrado que, cuando Q
15 e=t& al nivel alto, el nivel de la seial de entrada ac—-
tiva el biestable I'F-1 a un nivel correspondiente, ¥y que
cuando P estd al nivel alto el biestable FF-2 es activa-
do de modo correspondiente al estado del bilestable FF-l.
Para comprender por completo el funcilonamiento
2G del circuito, es necesario examinar el circuito para
la condicibén en que Q esté al nivel bajo y E sea "al-
ta" o "baja", y para la condicidbén en que E cambie de ni-

vel mientras Q esti al nivel bajo. Zn el modo de mues-

18.2.76 - 14 -
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treo,:cuando Q estd "baja" (y S estid "baja"), la salida
del primer paso (X v X) no es afectada por los cambios
que haya en la sefial de entrada.

‘Supéngase que tanto Q como S e Y estén a
nivel bajo, e Y estd "alta". Para estas condiciones, un
nivel alto de E mantiene o hace que X esté "alta" y X
esté "baja", en tanto que un nivel bajo de E no produce
efecto alguno en el estado del biestable. la salida de
la puerta 27 es "baja", la salida de la puerta 26 es
"alta" y, de modo correspondiente, la salida de la puer
ta 28 es '"baja". Si E esta a nivel alto, las dos entra-
das de la puerta NI 29 estan al nivel bajo, haciendo
que la salida de la puerta NI 29 pase al nivel alto. Es
ta salida "alta" de la puerta NI 29 hace que X pase al
vel bajo y, como las dos entradas de la puerta NI 28 es
tdn "bajas", X estid "alta". A este punto hay que resal-
tar que la condicion de Y "alta" e Y "baja" eixlste por-
que X estaba al nivel alto y X al nivel bajo cuando el
impulso P precedente se hizo positivo. A su vez, X esta
ba "alta" y X estaba "baja" porque la sefial de entrada
habia estado al nivel alto durante wun periodo o interva
lo de tiempo mayor que T, antes del impulso P preceden-
te. Por lo tanto, cuando Q e ¥ estén "bajas" e Y estd
"alta", se acopla una seflal de entrada de nivel alto a

través del circuito de franqueo de paso del primer paso

- 15 -
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para mantener al biestable FF-1 eh-el estado en que ya
se encuentra, o bien para reponer el biestable FF-1 a
la condicién de X “"alta" e ¥ "baja" si E se hiciese de
nivel bajo estando Q al nivel alto, y E estuviese al ni
vel bajo durante un periodo o intervalo de tiempo menor
que T.

Para la condicidn en que tanto Q como S e
Y estén al nivel bajo e ¥ esté "alta", no hay variacién
en la salida del primer paso cuando E pasa al nivel ba-
jo. Recuérdese por lo que antecede que, para Y "alca" e
¥ "vaja", la salida de la puerta 26 es "alta", y la sa-
1lida de la puerta 27 es "baja". Por consiguiente, la sa
1lida de la puerta 28 estd a nivel bajo. Cuando E es "ba
ja", la salida de la puerta NI 28 permanece al aivel ba
jo, ¥ la entrada de reposicién del biestable FF-1 esta
también "baja". Simulténeamente, el nivel alto ce ﬁ se
aplica a la puerta NI 29. Como consecuencia, la salida
de la puerta NI 29 estard también al nivel bajo. Por lo
tanto, para la condicién de E "baja" se aplican dos se-
fiales de nivel bajo a las entradas de activacién y repo
sicidn del biestable FF-1. Cuando a ambas entradas, de
activacién y reposicién, del biestable se aplican entra
das de nivel bajo, el biestable permanece en su estado
previo. Es decir, no cambia de estado. Por consiguiente,

para la condicién Q = 5 = O y para ¥ nglta' e Y "baja",
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la salida (X ¥ i) del primer paso permanece en el esta
do, cualquiera que éste fuese, en que hubiese sido ante
riormente activado cuando @ estaba al nivel alto. las
respuestas indicadas se resumen en el apartado 2) de la
tabla 1.

Para la condicidn en que Q = 8 =0e ¥
esta "baja" e Y "alta", puede demostrarse que, para el
nivel alto de E, las entradas de activacidn y reposi-
cién del biestable FF-1 estin ambas al nivel bajo, de
tal modo que X y X permanecen al nivel, cualquierra que
fuese, en que se hallasen activadas antes de pasar E
al nivel alto. En cambio, si E estd "baja" o pasa al ni
vel bajo, X se mantendrd o repondrd al nivel bajo y X
se mantendrid o repondrid al nivel alto. La condicidn de
Y "baja" (¥ "alta) provenia de estar E al nivel bajo
durante por lo menos un tiempo T v de estar X al nivel
bajo durante el mismo tiempo T, incluyéndose en T un
impulso Q seguido de wn impulso de desplazamiento. Por
1o tanto, para las condiciones de @ = ¥Y=0e ¥ =1, un
nivel bajo de E mantiene a X en la condicién en que ya
estaba activada. Si E pasase al nivel alto cuando Q pa
sase al nivel alto, X subiria al nivel alto y X pasa-
ria al bajo. Ahora bien, esta condicidén se mantendria
solamente mientras E permsneciese "alta'., S1 E pasase

al nivel bajo antes del siguiente impulsc P (es decir,

- 17 -



siendo la duracidn del impulso de sentido positivo de B
~menor que T), la salida del biestable FF-1'se repone a
X "baja" y X "alta", debido a la realimentacién de Y
"paja" e ¥ "alta". Por lo tanto, la realimentacidn de
5 la salida Y, Y desde las puertas 36 y 37 a las entradas
de las puertas 26 y 27 da la seguridad de que para el
nivel bajo de Q, la informacién almacenada en el circui
to no se hace variar ni se altera para impulsos de dura
cidén menor que T. La respuesta del circuito Para Q@ = ¥

10 =0eY =1 se resume en el apartado 3) de la tabla 1.

Q-ty—7tt,
- 18 -
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. La precedente descripcidn del funciona-
miento del circuito puede comprenderse del mejor médo
con referencia a algunos perfiles de onda tipo, ilustra
dos en la fig. 3.

In un instante 1:,l se supone que pasa al ni
vel alto wa seflal de entrada E4e IEn el instante t, se
aplica un impulso Pq, pero éste no produce efecto algu-
no en las salidas X ni Y. En el instante t3 pasa Q. al
nivel alto y entonces, sea cual fuere su estado anterior,
X toma sentido positivo. En el instante Ty, Q4 pasa al
nivel bajo. No obstante, mientras Eq siga al nivel alto,
X permanece "alta'". En el instante t5, pasa P2 al nivel
alto y la salida del biestable FF-1 se transfiere al
biestable FPF-2, pasando al nivel alto tanto X como Y.

En el instante tgs Qo Pasa al nivel alto y, como E sigue
estando "alta", X se mantiene "alta'.

En el instante t7, E,l pasa al nivel hajo.
Las condiciones del circuito en ese momento son Q = S =
Y = 0, e Y = 1. Para estas condiciones, como se ha estu
diado mas arriba, X ¥y X siguen en el estado en que se
activaron cuando el impulso Q, precedente estaba "alto'.
Asi, Yy X siguen a los niveles alto ¥ b&jo, respectiva
mente. En el instante t8, P5 pasa al nivel alto, pero
ni X ni Y cambian por eso. Ahora bien, en el instante

t9 pasa Q3 al nivel alto. Cuando Q§ esta al nivel alto,

- 20 -
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se muestrea Eq Y su nivel se almacena en el biestable
FP-1, In el instante tﬂO’ Q5 pasa al nivel bajo, y como
Eq sigue "baja" hasta el instante taqs la sefial almace-
nada en la salida del biestable FF-1 permanece a los ni
veles bajo para X y alto para ﬁ.

- En el instante t44, la seflal de entrada
Eq vuelve al nivel alto. A este punto, las condiciones
existentes en el circuito son Q = Y=0e Y=1, ¥y pa-
ra estas condiciones el biestable FF-1 se repone de ma-
nera que X pasa al nivel alto ¥y X al nivel bajo. Esto
ilustra que cusndo Q estd "baja", la salida (Y e T) del
segundo paso controla el paso de la sefial de entrsda
por la circuiteria de puertas del primer paso. Adends,
la salida (Y, Y) se compara con la sefial de entrada.
Como la salida corresponde a la entrada que existia un
periodo antes, se ve que la entrada en un momento dado
cualquiera se estd comparando con la entrada que exis-
tia wn periodo T antes. Cuando el nivel de la sefial de
entrada difiere del nivel presente en la salida, la se-
fal de entrada debe mantener su nivel durante un perio-
do igual o mayor que T (incluyéndose en el intervalo T
el impulso de muestreo Q y wn impulso de desplazamiento
P sucesivo), para hacer que la salida del biestable
FF-2 cambie de estado. Como en el instante t4q €1 nivel

de E, era el bajo, por una duracioén menor que T tras

- 21 -
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una qondicién de B, "alta", y como existe la condicidn
Y=1e Y =0, se repone el biestable FF-1, pasando X
al nivel alto y X al nivel bajo.

En el instante t12, vuelve Eq al nivel
bajo, no siendo afectado el biestable FF-1 por el cam-~
bio de L. Bl hecho de estar ¥ al mivel alto e T al ba-
jo filtra (elimina) esta informacién. En el instante
t14, Q4 pasa al nivel alto, y entonces X y X se ponen
"baja" y "alta" respectivamente, mientras T e Y no va-
rian. La sefial de entrada E sigue gl nivel bajo hasta
el instante t15, en que P pasa al nivel alto. Ia infor-
macién almacenada en el biestable FF-1 es trasladada y
almacenada en el biestable ¥F-2, e ¥, Y pasan a los ni-
veles bajo v alto, respectivamente. Si en el instante
t16’ correspondiente a la subida de nivel de Q, que se
hace alto, E,l vuelve a pasar al nivel alto, X ¥y X pasan
al alto y al bajo, respectivamente. Pero ¥ e Y siguen
a los niveles bajo y alto, respectivamente, permanecien
do a ese nivel durante wn periodo T. Segln se ha demos-
trado, si la salida X del segundo paso estd al nivel
alto, la seiflal de entrada debe hacerse negabtiva duran-
te wn periodo o intervalo de tiempo igual o mayor que
T (incluyéndose en T un impulsc de muestreo seguido de
un impulso de desplazamiento), para que X varie o pase

de "alta" a "baja'.

- 22 -
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. Se representa un segundo perfil de onda
de entrada E2, que se supone al nivel bajo hasta el ing
tante tgq- Bl paso de E2 al nivel alto no tiene efecto
en X ni en ¥, que siguen al nivel bajo. S6lo en él ins-
tante t22, cuando QB pasa al nivel alto, es cuando X se
hace "alta". La seflal Y sigue siendo "baja". En t25, la
sefial de entrada E2 vuelve al nivel bajo. Las condicio-~
nes del circuito en ese momento som Q@ = ¥ =0¢e ¥ = 1.
Para estas condiciones, como se ha estudiado mds arri-
ba, el biestable I'F-1 se repone, dando X "baja" y X
"alta". £n el instante &,,, E, pasa al nivel alto y,
cuando Q, sube también al nivel alto en el instante
ty5, el biestable IP-1 se activa dando X "alta" y X "ba
ja". En el instante togo P5 pasa al nivel alto y la sa-
lida "alta" de X hace que Y pase al nivel alto e Y ce
haga "baja". Asi, si la salida Y del segundo paso esta
"paja', la seifal de entrada debe hacerse positiva du-
rante un periodo o intervalo de tiempo igual o mayor
gue T (incluyendo en T un impulso de muestreo seguido
de un impulso de desplazamiento), para que Y cambie de
"baja" a "alta".

E1l circuito realizado conforme a la in-
vencidn es simétrico ¥ presenta una histéresis numéri-
ca que tiende a dejarlo en la condicidn, cualquiera

que fuese, en que se puso por ultima vez.
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. Del estudio que antecede ha de resultar
evidente que para que las seflales de entrada pasen por
el filtro deben satisfacer los siguientes requisitos:
1) la sefial de entrada debe estar presente cuando esté
presente el impulso de muestreo Q; ¥y 2) el impulso de
entrada debe tener una anchura de impulso cﬁya duracidn
se extienda por lo menos desde poco antes del borde de
caida del impulso Q hasba poco después del borde de ata
gue o de subida del impulso P. Tas anchuras de impulso
de los impulsos P ¥y Q son muy estrechas. Se hacen 1o
mds estrechas posible, viniendo el minimo de anchura re
gulado por el requisito de que su carga sea excitada
adecuadamente.

Es evidente que la separacidn de los im-
pulsos P y Q podria hacerse variar dentro de amplios 1i
mites. Lsto es, el impulso P podria generarse en un ing
tante cualquiera después de la aparicidn del impulso Q.
La frecuencia de reloj y el régimen o frecuencia de
muestreo pueden ir de la gama de menos de un microsegun
do hasta los incrementos de tiempo medidos en segundos

o en horas, segin la aplicacidn.

Modo de aglimentacion directa

Hace falta un retardo de muestreo para
que la seflal entrante llegue a la salida (¥, Y) del £il

tro para ulterior tratamiento. Este retardo, segin la

- 24 -
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frecuencia de reloj, puede variar desde la gama de los
micrbsegundos a la gama de los segundos. Ahora bien,
existen circunstancias en las cuales este retardo ha de
ser eliminado. A este fin, se dispone un mando de ali-~
mentacidn directa 17, que da un impulso (8) que, cuando
es positivo, ofrece un paso directo entre la entrada y
la salida del filtro. Su funcionamiento se describe a
continuacidn: Cuando la sefial S se hace "alta", las sa-
lidas de las puertas 26, 27, 32 y 33 se activan al ni-
vel bajo. El nivel alto de S, pues, predomina sobre el
control de @, Pe Ye Y. Si E estd "alta", la salida de
la puerta 28 estd “"baja", y la salida de la pueria 29
es "alta"., Esto hace que la entrada de activacién y re-
posicidén del biestable FF-1 pase a los niveles alto ¥y
bajo, respectivamente, dando lugar a que X se porga
"alta" y X "paja". Como las salidas de las puertas 32 y
33 estan al nivel bajo, el hecho de estar X "alta" y X
"baja" hace que las salidas de las puertas NI 34 y 35
estén "baja" y "alta", respectivamente. Estas sefiales
hacen que la salida § de la puerta 57 pase al nivel ba
Jjo, ¥ la salida Y de la puerta %6 pase al nivel alto.
Asi, con 8 al nivel albto, la seflal de entrada "alta"

se lleva directamente hasta la salida del filtro, sien-
do el tmico retardo el debido a la propagacidn por la

puerta, que asciende a unos pocos nanosegundos. Si E es
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t4 "baja", las salidas de las puertas 28 y 29 estén
"alta" y "baja" resvectivamente, haciendo que X pase al
nivel bajo ¥y i pase al nivel alto. Al estar X "baja" y
X Yalta", ello hace que las salidas de las puertas 34 y

5 35 pasen al nivel alto y al bajo, respectivamente., Esto
hace a su vez que el blestable FF-2 produzca Y "baja" e
Y “alta". Asi, la sefial de entrada se transfiere a la
salida con muy poco retardo.

La presente solicitud, que corresponde a la
10 presentada en los Estados Unidos de América, el 23 de

Marzo de 1973, bajo el Ntm., 544.2§8, se acoge a los be-

neficios del articulo 51 del vigente Estatuto sobre Pro-

piedad Industrial.

~ REIVINDICACIONES -

15 Los puntos de invencidén propia y nueva que se pre-
sentan para que sean cbjeto de esta solicitud de Patente
de Invencidén en lLspafla, por VEINTE afios, son los que se
recogen en las reivindicéciones siguientes:

1l&,~ Perfeccionamientos introducidos en circuitos

20 perceptores de la duracidén de sefiales de entrada que tie-

16‘2.76 hand 26 -



nen unos medios de entrada destinados a recibir una seral
de entrada a muestrear o interrogar, y unos medios pri-
meros y segundos de almacenaje de sefiales, y caracteri
zados por el hecho de estar ademés previstos: unos pri-

5 meros medios, acoplados a dichos medios de entrada y ca-
naces de responder a dicha sefial de entrada, para activar
dichos primeros medios de almacenaje a una condicién in-
dicativa del valor de dicha sefial de entrada durante un
intervalo de muestreo; unos segundos medios capaces de res-—

10 ponder a la seiial almacenada en dichos primeros medios
de almacenaje, para desplazar la seilal almacenada en di-
chos primeros medios de almacenaje trasladéndola a di-
chos segundos medios de almacenaje durante un intervalo
de desplazamiento que sucede a dicho intervalo de mues-

15 trec, y para luego almacenar la citada seilal en dichos
segundos medios de almacenaje; y unos medios para acoplar
a dichos primeros medios la sefial almacenada en los cita-

- dos segundos medios de almacenaje, para impedir que una
seial de entrada, que tenga una duracibén mis breve que

20 el intervalo comprendido entre dichos intervalos de
muestreo y desplazamiento, altere la condicidn de di-
chos primeros medios de almacenaje.

24,- Perfeccionamientos de acuerdo con la reivin-
dicacibén 12, caracterizados adem&s por el hecho de que

25 estén incluidos unos medios de alimentacién directa,

16.2.76 - 27 -
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acoplados a dichos medios primeros y segundos, para
hab ilitar o condicionar simulténeamente dichos me-
dios primeros y segundos para que dicha sefial de en-
trada pase sin retardo a través de dichos primeros
medios y a través de dichos segundos medios.

32 ,~ Perfeccionamientos de acuerdo con la reivin-
dicacibén 12, segln los cuales dichos primeros medios
incluyen unos medios para recibir un impulso de mueg—
treo durante dichos intervalo de muestreo; y dichos
segundos medios incluyen unos medios para recibir un
impulso de desplazamiento duranfe el citado intervalo
de desplazamiento.

42 ,~ Perfeccionamientos de acuerdo con la reivin-
dicacidn 32, segln los cuales dichos primeros medios

incluyen unos medios que, en respuesta a una sefial de

entrada te la misma significacidn binaria que la pre-

sente en la salida de dichos segundos medios de alma-

cenaje, aplican a la entrada de dichos primeros medios

-de almacenaje una seiial que tiene un valor adecuado pa-

ra mantener o restablecer las salidas de dichos primeros
medios de almacenaje, poniéndolas en la misma condicidn
binaria presente en la salida de los segundos medios

de almacenaje, y que, en respuesta a una sefial de en-
trada de distinta significacidén binaria que la presente

en 1a salida de los segundos medios de almacenaje, man-
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tiene la salida de dichos primeros mediocs de almacena-
je en la condicidén en que estaba puesta durante la pre-
sencia del impulso de muestreo precedente,

52,~ Perfeccionamientos de acuerdo con la reivin-
dicacidén 32, seglin los cuales dichos primeros medios
incluyen un inversor para invertir dicha sefial de entra-
da, y dichos primeros medios incluyen un trayecto de cir-
culto acoplado a la eﬁtrada de reposicidén de dichos pri-
meros medios de alﬁacenaje, bajo el control de dicha se-
flal de entrada, y un segundo trayecto de circuito acopla-
do a 1& entrada de activacidén de dichos primeros medios
de almacenaje, bajo el control del complemento de la
sefial de entrada,

62,~- Perfeccionamientos de acuerdo con la reivin-
dicacidn 12, segln los cuales dichos medios de almacenaje
primeros y segundos son unos medios de almacenaje de
dos estados, bteniendo cada uno de los medios unas entra-
das de activacidén y reposicién y dos salidas, una de és-
tas complemento de la otra,

73, - Perfeccionamientos‘introducidos en circuitos
perceptores de la duracidn de sefiales de entrada.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que ante-
cede, representado en los dibujos que se acompanan y pa-

ra los fines que se han especificado,
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Esta Memoria consta de treinta hojas escritas

a miquina por una sola cara.

Madrid, 19 FEB. WS

P.A.

Oscar de Elzaburv

PNM

16.2.76-AV3, - 30 -~
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